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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

] DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 27: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —
Modéle de machine (MM)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj

organisations |nternat|ona|es gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux La CEIl collabore étroitement avec IOr 5

2)

3)

4) Dans le but d'encourager I'uni ité i i i ationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliger de e Sublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. di ¢ o8 Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales sorres = € jquées en termes clairs dans ces dernieres

5) La CEl n’a prév 8 \ age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p@ SQui & é es a une de ses Publications

6) Tous les utilisateu er quils sont en possession de la derniére édition de cette publication

tée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
jiculiers et les membres de ses comités d'études et des Comités

I'objet de droits de™propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60749-27 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace I'lEC/PAS 62180 publiée en 2000. Cette premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1704/FDIS 47/1718/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Machine model (MM)

FOREWORD

governmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with the International Organlzatlon for Standardization (ISO

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matiers éxpress, as

3) IEC Publications have the form of recom

Publications is accurate, IEC cannot be hefd™responsible fox the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatjopal uniformit i ittees undertake to apply IEC Publications

between any IEC Publication or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no i s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decla ith ublication.

6) All users should ehstre { 3 o 3¢ edition of this publication.

, employees, servants or agents including individual experts and
FC National Committees for any personal injury, property damage or

International Standard IEC 60749-27 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62180 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1704/FDIS 47/1718/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

Le CE 47 a pris en compte les instructions du Standardization Management Board de la CEI
en ce qui concerne I'étude des apports provenant des documents du CE 101. Le CE 47 est
d'accord d'entreprendre, dans le cadre du Groupe de Travail Joint CE 47/CE 101, la
prochaine révision des publications CElI 60749-26 et CEIl 60749-27, traitant des modeéles du
corps humain et de machine, en tenant compte des contributions fondées sur les publications
correspondantes de CE 101: CEIl 61340-3-1 et CEl 61340-3-2.
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TC 47 recognised the direction of the IEC SMB in terms of considering the inputs in the
TC 101 documents. TC 47 agrees to proceed with the future revision of publications
IEC 60749-26 and IEC 60749-27 concerning human body and machine models, with the JWC
of TC 47/TC 101, which will incorporate the TC 101 input, based on corresponding TC 101
publications IEC 61340-3-1 and IEC 61340-3-2.
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